CONGRESO NACIONAL
XtV DE MICROSCOPIA 2026
Texcoco, Estado de México, México
19 al 23 de octubre

Fundamentos de Microscopia Electronica de
Barrido (SEM) y Microanalisis por EDS

Duracién: 6 horas

Modalidad:
Sesion tedrica con demostraciones en vivo mediante acceso
Asociacion Mexicana de remoto a un microscopio electronico de barrido equipado con
Microscopia y Microandlisis detector EDS

. Objetivos del curso
contacto@ammmicro.mx

Al finalizar el curso, los participantes seran capaces de:

o Comprender los principios fisicos fundamentales que gobiernan

https:/ / ammmicro.mx/ la formacién de imagen en microscopia electrénica de barrido.

 Identificar los parametros instrumentales que determinan la
resolucién, contraste y calidad de imagen en SEM.

o Reconocer los diferentes tipos de sefiales electronicas generadas
en la interaccién electrén-materia y su utilidad en la
caracterizaciéon de materiales.

o Comprender los fundamentos fisicos de la generacién de rayos
X'y su aplicacion en microanaélisis por espectroscopia de
dispersion de energia (EDS).

o Interpretar espectros EDS de manera cualitativa y cuantitativa,
reconociendo picos caracteristicos y posibles interferencias.

o Aplicar criterios practicos para la preparacién de muestras,
incluyendo materiales no conductores, hidratados o sensibles al
haz electrénico.

o Comprender las limitaciones reales de SEM y EDS, asi como los
alcances de estas técnicas en ciencia de materiales, geologia,
ingenieria y ciencias de la vida.

Durante el curso se presentaran ejemplos practicos utilizando
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un microscopio SEM operado de forma remota, permitiendo
observar en tiempo real la influencia de los parametros
instrumentales en la imagen y en el anélisis quimico.

Temario del Curso

1. Introduccidén a la microscopia electrénica de barrido

Limitaciones de la microscopia 6ptica
Interaccion electron-materia

Sefiales generadas en SEM

Electrones secundarios

Electrones retrodispersados

Rayos X caracteristicos

Aplicaciones de SEM en ciencia e ingenieria

2. Optica electrénica en SEM
Generacion del haz electrénico
Tipos de fuentes electrénicas

Filamento de tungsteno

LaBs

Emisién de campo (FEG)

Columnas electrénicas

Lentes electromagnéticas

Sistemas de escaneo

Pardmetros operativos fundamentales
Voltaje de aceleraciéon

Corriente de sonda

Distancia de trabajo

Tamafio de spot

3. Formacion de imagen y criterios de resolucion

Tamano de sonda
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Volumen de interaccién

Resolucion instrumental vs resolucién practica
Contraste topogréfico y composicional
Factores que afectan la calidad de imagen

4. Defectos opticos en microscopia electronica
Aberracion esférica

Aberracién cromatica
Astigmatismo

Alineacion del sistema 6ptico
Optimizacion de imagen en SEM

5. Preparacion de muestras para SEM
Principios generales de preparacion

Montaje de muestras

Recubrimientos conductores

Carbono

Oro /Au-Pd

Platino

Preparacion de muestras metalogréficas
Pulido y ataque quimico

Preparacion de secciones transversales

6. Manejo de muestras especiales
Materiales no conductores
Muestras cargadas

Materiales hidratados
Materiales sensibles al haz electrénico
Estrategias para minimizar dafio por haz
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7. Fundamentos de espectroscopia de dispersion de
energia (EDS)

Principios fisicos de generacién de rayos X
Transiciones electrénicas

Rayos X caracteristicos y continuo
Detectores EDS

Resolucién energética

8. Interpretacion de espectros EDS

Estructura de un espectro

Identificacién de picos caracteristicos

Lineas K, Ly M

Interferencias espectrales

Estrategias para identificacion correcta de elementos

9. Analisis cualitativo en EDS
Identificacion elemental

Mapas quimicos

Lineas de analisis

Aplicaciones en diferentes materiales

10. Analisis cuantitativo en EDS
Conceptos basicos de cuantificacion

Factores de correccion
ZAF

O(pz)
Limitaciones del anélisis cuantitativo
Precisién y exactitud
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11. Demostracion practica con SEM remoto

Lugar: Por definir

Instructores:

Martin Palacios Dorado. Gerente de Aplicaciones, JEOL de
México

mpalacios@jeol.com.mx
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